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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXPRESSION DES QUALITES DE FONCTIONNEMENT
DES SYSTEMES DE MANIPULATION D’ECHANTILLON

POUR ANALYSEURS DE PROCESSUS

AVANT-PROPOS

Comités d'Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questi
Hans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés;

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréges’ comme
Comités nationaux.

hdoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation\de la CEl, dans la

Herniére.

présente Norme internationale a été établie par le Sous-Comité 66D: Ap

lranjalyse de composition, du Comité d’Etudes n° 66 de la CEIl: Instruments,
acgessoires électriques et électroniques d'essai et de mesure.

Le

Le

texte de cette norme est issu desidocuments suivants:
DIS Rapport de vote
66D(BC)12 66D(BC)15

ayant abouti-a 'approbation de cette norme.

Les

Da

| es décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques,(pr¢parés par des

bns, expriment

telles par les

Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEl exprime le voeu'que tous les Con| ités nationaux

mesure ol les

tonditions nationales le permettent. Toute divergence entre la réecommandation de la CEl et la régle
hationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre\indiquée en termes clajrs dans cette

bareils pour
bystémes et

rapport de‘vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatior sur le vote

ns la présente norme, les caractéres d'imprimerie suivants sont employés:

- prescriptions et définitions: caractéres romains;

- NOTES: petits caractéres romains;

b annexes A, B et C sont normatives et les annexes D et E sont informativesd.

- termes définis a I'article 3 et utilisés dans toute cette norme: caractéres romains

gras.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EXPRESSION OF PERFORMANCE OF
SAMPLE HANDLING SYSTEMS
FOR PROCESS ANALYZERS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Commi

tfees on

which at the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nelarly as

possiblg

2) They h4
Commit

3) In orde
should
permit.
far as p

This Inte
equipmer
measurin

The text

Full infor
Report in

, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

lve the form of recommendations for international use and they are accepted.by the N
ees in that sense.

to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Com
hdopt the text of the IEC recommendation for their national rules in sorfaras national conditi
Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules sho
bssible, be clearly indicated in the latter.

rnational Standard has been prepared, by Sub-Committee 66D: Ana
t, of IEC Technical Committee No. 66> Electrical and electronic tes
g instruments, systems and accessories.

bf this standard is based on the following documents:

DS Report on Voting

66D(CO)12 66D(CO)15

mation on’the voting for the approval of this standard can be found in the )
dicatedin’the above table.

Annexes

A, B and C are normative and annexes D and E are informative.

ational

Mmittees
bns will
uld, as

yzing
and

oting

In this standard, the following print types are used:

- requirements and definitions: in roman type;

- NO

TES: in smaller roman type;

- terms used throughout this standard which have been defined in clause 3: bold
roman type.
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La plupart des analyseurs de processus ou d’environnement sont congus pour travailier
dans des limites spécifiées des propriétés du fluide échantillon (par exemple pression,
point de rosée), au point d'entrée aussi bien qu’au point de sortie de I'échantillon [1,2]. En
outre, les analyseurs de processus peuvent avoir besoin, pour fonctionner correctement,
de fluides auxiliaires ou d’autres utilités.

C’est le but d’'un systéme de manipulation d’échantilion que de connecter un ou plusieurs
analyseurs de processus a une ou plusieurs sources de fluide et & I'environnement, de
fagon a répondre aux besoins de I'analyseur et a rendre le fonctionnement de I'analyseur
possible dans un Iaps de temps acceptable et au prix d'un volume économiquement justi-

fié
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es propriétés des systéemes de manipulation d’échantilion.)

prélévement de I'échantillon;

transport de I’échantilion;

conditionnement de I'échantillon;

évacuation du flux de rejet;

fourniture des utilités;

commutation du flux d’échantillon;

surveillance et régulation des qualités-de fonctionnement.

blques-unes de ces fonctions peuvent, en tout ou en partie, étre remplies p
ants qui sont partie intégrante dé l'analyseur, ou qui sont extérieurs au
hipulation d'échantillon. Dans le cadre de cette norme, ces composants

sidérés comme faisant partie du systéme de manipulation d'échantillon.

rce, de I'analyseurde-processus et des points de rejet. La conception est
t aux propriétés requises pour le dispositif complet de mesure. Il est tré
5sayer un systéme de manipulation d’échantilion. En raison de la variété de
s de systéme et des exigences propres a un systéme, de nombreuses
ssai difféfentes sont appliquées en pratique; dans cette norme, on ne spéq
cédures-—d’essai qui sont utilisées dans la plupart des cas. Lutilis
structeur peuvent se mettre d’accord sur des procédures d’essai addition
procédures ne sont pas couvertes dans cette norme.

systémes de manipulation d’échantillon peuvent assurer les fonctions suivantes [1]:

ar des com-
systéme de
ne sont pas

conception d’'un systéme’de manipulation d’échantillon dépend des propriéfés du fluide

liée d’autre
s important
s configura-
procédures
cifie que les
ateur et le
helles, mais
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Most process or environmental analyzers are designed to work within specified limits of
the properties of the sample fluid (e.g. pressure, dew-point) at the sample inlet as well as
the outlet [1,2]. Moreover, process analyzers may need auxiliary fluids or other utilities for

their correct function.

It is the purpose of a sample handling system to connect one or more process analyzers
with one or more source fluids and the environment, so that the requirements of the
analyzer are met, and so that it is possible for the analyzer to work properly over an

acceptable period of time with an economically justified amount of maintenance
(See anpex—A—fe e—deseription e i i€

Some of| the functions can be completely or partly fulfilled by components whig
integral parts of an analyzer or which are .external to the sample handling system. F
purpose pf this standard these components are not considered part of the sample h3
system.

work.
ample

th are
or the
ndling

The design of a sample handling_system depends on the properties of the source fluId, the

process analyzer, and the disposal points. Furthermore, the design depends on the

ties requjred for the complete measuring device. Testing a sample handling system
important. Due to the (variety of system configurations and requirements for a s
many different test procedures are applied in practice, but in this standard only th
procedures which.are used in most cases are specified. User and manufacturer may|
on additipnal test-procedures, but these are not covered in this standard.

roper-
s very
ystem,
e test
agree
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min
ellg spécifie les informations qui doivent étre fournies par les utilisatg
constructeurs de tels systémes.

Ellg est applicable:
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EXPRESSION DES QUALITES DE FONCTIONNEMENT
DES SYSTEMES DE MANIPULATION D’ECHANTILLON
POUR ANALYSEURS DE PROCESSUS

Domaine d’application et objet

Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie les essais qui doivent étre effectués pour déter-
: & i i :5chantillon. De plus,
urs et les

h) aux systémes de manipulation d’échantillons gazeux oulliquides, pouf les analy-
seurs de processus employés & toute fin ultime: contréle de processug, émission,
surveillance de I'air ambiant, etc.

b) & la fois aux systémes complets et aux compgsants de ces systémes;

£) aux alimentations et & Pinstrumentation assurant ou régulant d'autres utilités
hécessaires soit aux analyseurs de processus, soit aux composants du [systeme de
manipulation d’échantillon, dans la mesureé ou elles en constituent une partie fgnctionnelle;

d) aux aménagements destinés . conserver les qualités de fonctionnement dgs systemes;

£) aux aménagements destinés a conserver les qualités de fonctionfement des
analyseurs si ces aménagements font partie du systéme de manipulation ¢’échantillon
et non de I'analyseur.

NOTES
1 La présénté norme a été préparée en accord avec les principes généraux établis dans Iq CEi 359.

P Les‘régles applicables aux principes généraux concernant les quantités, les unités ef les symboles
sont (raitées dans I'ISO 1000 et les recommandations pour I'emploi de leurs multiples gt de certaines
rutres unités dans I'ISO 31.

1.1.1  Exclusion du domaine d’application

La présente norme ne couvre pas:

- les aspects généraux des analyseurs de processus (voir CEl 746 pour les analy-
seurs électrochimiques);

NOTE - Une norme CEIl est en préparation pour les analyseurs de gaz.

- les prescriptions concernant la sécurité électrique (voir CEl 348);
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EXPRESSION OF PERFORMANCE OF
SAMPLE HANDLING SYSTEMS
FOR PROCESS ANALYZERS

1 Scope and object

1.1

Scope

This International Standard specifies the tests which should be carried out to determine

the functi 8 -
mation tg be provided by the manufacturers and users of such systems.

It is applicable to:

a) sysstems handling gaseous or liquid samples for process analyzers used f
ultimgte purpose, e.g. process control, emission, ambient air monitoring, etc.;

b) complete systems and system components;

c) pdwer supplies and instrumentation for providing and controlling other
necessary for process analyzers or sample hafdling system components, only in
as thgy are a functional part of the system,;

d) facilities for maintaining system performance;

e) fagilities for maintaining the:performance of the process analyzer if these are
the sgample handling system and not the analyzer.

NOTES

1
2

and reqommendations for the use of their multiples and of certain other units in ISO 31.

1.1.1

This standard has'been prepared in accordance with the general principles set out in IEC 359.

Requirements/for general principles concerning quantities, units and symbols are given in IS

infor-

br any

tilities

so far

bart of

O 1000

Aspects excluded from scope

This standard does not cover:

general aspects of process analyzers (see |IEC 746 for electrochemical analyz

NOTE - An IEC standard is in preparation for gas analyzers.

electric safety requirements (see IEC 348);

ers);
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- les aspects de la sécurité concernant les dangers liés aux explosifs et aux

toxiques;

- les aspects concernant des applications ol sont impliquées des réglementations ou
de la métrologie légale, telle que 1a pollution atmosphérique. En ce qui concerne ces
aspects, un travail plus élaboré est en cours a I''SO et la norme I1SO 6712 s’applique;

- les régles liées aux signaux de sortie (voir CElI 381-1 et CEl 381-2);

- Pinfluence des conditions d’environnement (voir CEI 68).

2 Appareils exclus du domaine d’application
brésente norme n’est pas applicable:

aux systémes de manipulation d’échantillons solides;

aux équipements destinés a étre utilisés dans des(-atmospheres
jazeuses (voir CEl 79 parties 0 & 12).

fte norme est destinée:

a spécifier et a unifier les aspects généraux de la terminologie et des
liées aux qualités de fonctionnement des systémes de manipulation d’écha
es analyseurs de processus;

a spécifier les essais qui, dans.fa plupart des cas, doivent étre effectués
miner les qualités de fonctionnement d’'un systéme de manipulation d'échan

a spécifier quelles informations doivent étre mises a la disposition du ¢

‘utilisateur, soit par.le constructeur d’analyseurs de processus, soit par le ¢
He composants.de systéemes de manipulation d’échantillon;

systémes de manipulation d’échantillon.

“Reférences normatives

explosives

définitions
ntillon pour

pour déter-
illon;

onstructeur

Hu systéme de manipulation d’échantillon. Cette information peut étre fournie soit par

onstructeur

a spécifier quelles informations doivent étre mises a la disposition de I'dtilisateur de

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est
sujette a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme inter-
nationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des normes indiquées ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'lSO possédent le registre
des Normes internationales en vigueur.
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- safety aspects concerning explosive or toxic hazards;

- aspects concerning applications where regulations or legal metrology are involved,
such as atmospheric pollution. For such aspects more elaborate work going on inside
ISO such as ISO 6712 applies;

- requirements for output signals (see IEC 381-1 and IEC 381-2);

- influence of environmental conditions (see |IEC 68).

1.1.2 Eguipment excluded from scope

This standard does not apply to:
- systems for handling solid samples;
- eqlipment intended for use in explosive gas atmospheres (seg,lEC 79 party 0 to
12).

1.2 Obgect

This stangard is intended
- to ppecify and to unify the general aspects in thé.terminology and definitions related
to the functional performance of sample handling‘systems for process analyzers;
- to [specify the tests which, in most cases, should be performed to determine the
functignal performance of sample handling systems;
- to|specify what informatjon:should be available for the manufacturer of sample
handlipg systems. This information may be provided by the user or the manufactyrer of
procegs analyzers or by the. manufacturer of sample handling system components
- to|specify what information should be available for the user of sample hapdling
systems.

2 Nornrativereferences

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this
International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain

registers

of currently valid International Standards.
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CEl 359: 1987, Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure
électriques et électroniques.

2.2 Normes ISO

ISO 31: Grandeurs et unités. Parties 0 a 13.

ISO 1000: 1981, Unités SI et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de
certaines autres unités.

NOTE - Se reporter a 'annexe E pour la liste des références informatives des normes 1SO et CEl.

3 [Définitions

3.1| Définitions générales

(Vojr annexe A et figures A.1 et A.2 pour une description des systémes de manipulation
d’ég¢hantilion.)

3.1J1 Analyseur de processus

Instrument d’analyse relié a un fluide source qui“délivre, de fagon automatique, des
signaux de sortie donnant une information liée a\a quantité d’'un ou de p!usielrrs compo-
sants présents dans un mélange de fluides, ouli€e aux propriétés physiques oy chimiques
d'un fluide dépendant de sa composition.

. NOTE - Dans le cas des analyseurs en unité ou a prélévement, un flux d'échantillon est ejtrait du fluide
qource et transporté jusqu'a I'analyseur.\Dans le cas d'un analyseur en ligne, ou in situ, |a mesure est
gffectuée dans le fluide source.

3.1]2 Systéme de manipulation d’échantilion

Systéme qui relie un ou.plusieurs analyseurs de processus au fluide source, ayx points de

rejgt et aux utilités.
NOTES
1 Un syst&me‘de manipulation d'échantillon peut extraire le flux d’échantillon nécessaire diun ou de plu-
dieurs fluides source et le conditionner de fagon a répondre aux besoins de l'entrée de [analyseur de
processus) de sorte qu'une mesure précise des propriétés étudiées soit possibie. Le systéme peut aussi
gssurerle rejet approprié des fluides usés et la fourniture des utilités si nécessaire. L'iffstrumentation

sstrdnt le bon fonctionnement d’'un composant du systéme de manipulation d'échantillon, pu destinée a

fgﬁ"w‘ 165 Travaux de malntenance, oSt CONSIdarss CoMme faisSant parte du Syswme de manipulation
d’'échantillon, si elle en constitue une partie fonctionnelle.
2 Se reporter a I'annexe A et aux figures A.1 et A.2 pour la description d’'un systéme de manipulation
d’échantillons.
3 La figure 1 donne un exemple schématique pour ['utilisation de termes décrivant les fonctions de
transport d’échantilion et d'évacuation de fluides de rejet.

3.1.3 Extraction de I’échantillon

Fonction des parties d’'un systéme de manipulation d’échantillon qui extrait d'un fluide
source le flux d’échantillon nécessaire.

NOTE - Le flux d'échantilion doit étre extrait de telle maniére qu’il soit vraiment représentatif du fl

uide source.


https://iecnorm.com/api/?name=03911605bf186ad7a49844c3722e9caa

IEC 1115

©IEC -13 —

2.1 |EC standards

IEC 359: 1987, Expression of the performance of electrical and electronic measuring
equipment.

2.2 IS0 standards

ISO 31: Quantities and units - Parts 0 to 13.

ISO 1000: 1981, S/ units and recommendations for the use of their multiples and certain
other units.

NOTE

3 Defin

3.1 Ge

(See ann

311 P

An analytical instrument connected to a source fluid that’ automatically provides ¢
ving information in relation to a quantity of one or more components preseft in a

signals g
fluid mixt
composit

NOTE
transpo
source

3.1.2 Sample handling system

A system which connects one’ or more process analyzers with the source fluid, dis
points and utilities.

NOTES

1 A
conditi
ment 0
dispos
proper
part of

- See annex E for informative references of 1ISO and IEC standards.

itions
heral definitions

ex A and figures A.1 and A.2 for a description of sample handling systems.)

focess analyzer

ure or in relation to physical or chemical properties of a fluid which depend
on.

For on-line or extractive process analyzers-a sample stream is extracted from the source fl
Fted to the analyzer. With an in-fine or {n'situ analyzer the measurement is performed wit
tuid.

ample handling system may extract the required sample stream from one or more source flu
n it in order)to meet all the input requirements of the process analyzer so that an accurate m

the _properties under investigation is possible. The system may also ensure the app
| of 'exhaust streams and the supply of utilities as necessary. Instrumentation for ensur
unétion of a sample handling system component or for facilitating maintenance work is con

butput

on its

Lid and
hin the

posal

ds and
pasure-
opriate
ng the
sidered

ancuonal pairt ot It

2 See annex A and figures A.1 and A.2 for a description of sample handiing systems.

3  Figure 1 gives a schematic example for the use of terms describing the functions of sample transport
and exhaust stream disposal.

3.1.3 Sample extraction

The function of those parts of a sample handling system which extract the required sample

stream fr

om the source fluid.

NOTE - The sample stream should be extracted in such a way that it is truly representative of the source fluid.
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3.1 Fluide source

Fluide (gaz ou liquide) dont est extrait le flux d’échantillon, et dont on doit mesurer la
composition ou les propriétés.

3.1

NOTES

1 Le fluide source peut circuler dans une ligne de processus ou remplir un volume. L'air ambiant peut
également constituer un fluide source.

2 Le fluide source, et le fluide échantillon dans la ligne d'échantillonnage, peuvent consister en une
combinaison des composants suivants: -

- composants a mesurer;
- composants neutres;
- composants générateurs d'obstructions;

[ composants generateurs d interferences.

3.2 Composant a mesurer

Composant ou groupe de composants dont un paramétre quarntitatif (par |exemple la

corlcentration) doit étre mesuré par I'analyseur de processus.

3.1

3.3 Propriété a mesurer

Prdpriété physique ou chimique qui doit étre mesurée par I'analyseur et qui dgpend de la

composition du fluide source.

3.1

3.4 Composants neutres

Composants qu'il n’'y a pas lieu dé-mesurer et qui ne modifient pas les |qualités de

fongtionnement de I'analyseur, ou(du systéme de manipulation d’échantillon.

3.1

Co
du

L'e

3.5 Composants générateurs d’obstructions

mposants qui altérent les qualités de fonctionnement de I'analyseur ou des pomposants
systéme de manipulation d’échantitlon.

fet peutétre:

physique (par exemple salissure des fenétres d’analyseurs optiques), ol

chimique (par exemple corrosion), ou

- la génération d'erreurs inacceptables (par exemple des bulles dans le flux
d’échantillon liquide destiné a un photometre).

Les composants générateurs d’obstructions peuvent étre solides, liquides ou gazeux.

3.1
Co

3.6 Composants générateurs d’interférences

mposants qui donnent naissance, dans I'analyseur, a des erreurs d'interférence.
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3.1.3.1

Source fluid

The source fluid (gas or liquid) from which the sample stream is extracted and of which the

compositi

NOTES

on or properties are to be measured.

1 The source fluid may flow through a process line or fill a volume. Ambient air may also be the source

fluid.

2  The source fluid and the sample fiuid in the sample line may consist of a combination of the following
components:

components to be measured;

irre
- obs

levant components;
tructive components;

inté

3.1.3.2

The com

measured by the process analyzer.

3.1.83.3

The phys
depends

3.1.3.4

The comj
the analy|

3.13.5

The com
handling

The effe

rtering components.

Component to be measured

ponent or group of components of which a quantity (e.g. concentration) is

Property to be measured

on the composition of the source fluid.

Irrelevant components

zer or of the sample handling,system.

Obstructive components

system components.

Ct may bes

- ph
- ¢h

Esical (e.g. by dirtying windows in optical analyzers), or

mical (p g hy r«nrmeinn)y or

to be

ical or chemical property which is to be measured by the analyzer and (which

pbonents which are not to be measured and which do not affect the performapce of

ponents which adyersely affect the performance of the analyzer or of sample

- by causing unacceptable errors (e.g. bubbles in a liquid sample stream for a
photometer).

Obstructi

3.1.3.6

ve components can be solid, liquid or gaseous.

Interfering components

The components which give rise to interference errors in the analyzer.
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3.1.3.7 Point d’échantillonnage

Point ou le flux d’échantillon est extrait du fluide source.
NOTE - Il peut étre nécessaire d’avoir une combinaison de points d'échantillonnage & I'entrée d'un

systéme de manipulation d'échantillon. Les flux d’échantillons provenant de différents points
d’échantillonnage peuvent étre, soit mélangés, soit mesurés séparément.

3.1.4 Transport d’échantilion

Fonction des parties d’'un systéme de manipulation d’échantillon qui transférent le fluide
échantillon depuis le point d’échantillonnage jusqu’a I'entrée de I'analyseur de processus.

3.1.4.1 Ligne d’échantillonnage

Liajson entre le(s) point(s) d’échantillonnage et I'entrée de I'analysedr, dans|laquelle on
laigse s’écouler un flux.

NOTE - Les filtres, réfrigérants, pompes, débitmétres, etc. peuvent faire partie| de la ligne
"échantillonnage (voir annexe A, figure A.2).

3.1.4.2 Flux d’échantillon

Flux de fluide dans la ligne d’échantillonnage.

NOTES

1 Dautres flux peuvent étre dérivés du flux échantillon (par exemple flux de contournement), ou y étre
njectés (par exemple flux de dilution).

P On ne laissera varier la compesition et I'état physique du fluide contenu dans la ligne
H'échantillonnage que de fagon prévisible.

B ‘Les propriétés du fluide .échantillon conditionné doivent, & l'entrée de l'analyseur,|répondre aux
besoins de l'analyseur.

3.1.4.3  Flux de contournement

Flux de fluide qii est dérivé du flux échantillon.

NOTES ~

1 Lesflux de contournement sont souvent destinés a réduire le temps de réponse des sysfémes de mani-
pulation d'échantilion.

1 N &L I " ’ ’ HEPUVS 4 1 L . 1 £, ' A 1
[ teterme—~fux—decontourmement—estausstutitsepourtes—gnes—aeprocessus—re—rdX d’échantillon

peut aussi étre extrait du flux de contournement, d’un flux de processus.
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3.1.3.7

The point

Sampling point

where the sample stream is extracted from the source fluid.

NOTE - It may be necessary to have a combination of sampling points at the inlet of a sample handling

system.

The sample streams from different sampling points can be mixed or measured separately.

3.1.4 Sample transport

The function of those parts of a sample handling system which transfer the sample fluid
from the sampling point to the inlet of the process analyzer.

am is

it (e.g.

e only

equire-

ystem.

bd from

3.1.4.1 [ Sample line
The conmection from the sampling point(s) to the analyzer inlet in whichha stre
allowed tp flow.
NOTE | Filters, coolers, pumps, flowmeters, etc. may be part of the sample line (see annex A, figurp A.2).
3.1.4.2 | Sample stream
The fluid |[stream in the sample line.
NOTES
1 OtHer streams may be branched off the sample stream’(e.g. bypass streams) or be injected into
dilution [streams).
2 The composition and the physical state of thé/fluid in the sample line shall be allowed to chan
in a prefictable way.
3 The properties of the conditioned samplte stream at the inlet of an analyzer have to meet the 1
ments df the analyzer.
3.1.4.3 | Bypass stream
A fluid stfeam which is branched off the sample stream.
NOTES
1 Itig frequently_the purpose of bypass streams to reduce the delay time of the sample handling s
2 The tecm "bypass stream" is also used for process lines. So the sample stream may be extracts

a bypas

s—streamof-aprocessstream
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Point d’échantillonnage o__DA<} lo}

3.1

. . Poi
Ligne d’échantillonnage

____Flux d'échantillonnage

1115 © CEl

nts de rejet

y 4 Y Analyseur Flux de rejet o

de processus

Flux de contournement, flux de, rejet
0/

Figure 1 - Exemple schématique d’utilisation de.termes décrivant les fon
de transport d’échantillon et d’évacudtion de fluides de rejet

5 Conditionnement de I’échantillon

Fornction des parties du systéme de manipulation d’échantillon qui adaptent a

de

processus les propriétés physiquesZet/ou chimiques du fluide échantillon, sa

fier|la composition, si ce n’est de fagon prévisible.

3.1

Flu

3.1

NOTES

Lors du conditionnement,de I'échantilion, le flux échantillon est traité de fagon
i"éliminer les composants générateurs d'obstructions ou d'interférences, ou de les transform

Les conditions auxguelles le conditionnement d'échantillon doit satisfaire dépendent de

p
bt chimique du fluide\source, ainsi que des conditions d'entrée acceptables pour I'analyseur ¢

5.1 Fluide échantillion conditionné

de échantillon convenablement conditionné pour I'analyse.

6\ vEvacuation du fluide de rejet

CEI 216192

ctions

I'analyseur
ns en modi-

brévisible afin
br, s'il y a lieu.

‘état physique
le processus.

Fonction des parties du systéme de manipulation d’échantillon qui relient la sortie de
I'analyseur de processus, ou un autre point du systéme de manipulation d’échantillon, a

un

point d’évacuation.

NOTES

1 Cette fonction doit étre mise en oeuvre de sorte que les conditions propres a la sortie de I'analyseur,
ou & d'autres points du systéme de manipulation d'échantillon soient satisfaites, de méme que celles

propres au point d'évacuation.

2 Linstrumentation utilisée pour I'évacuation du flux de rejet dépend beaucoup de |
(liquide ou gazeux) du flux de rejet. Un systéme de manipulation d'échantilion peut génér
rejet d’états physiques différents.

‘état physique
er des flux de
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Possible sampling

points

Sampling

Exhaust stream

315 S

The fun.c1
chemical
the comp

NOTES|

1 Ing
fering ¢|

2 Thi
of the s

3.1.51

The samj

3.1.6 H

Figure 1 - Schematic example for the use of terms describing the functions

© {>ﬂ<} O\
Exhaust stream
° N o
point O—{ZK} °
i Disposal points
Sample line
Sample stream
y \ Y Process Exhaust streacr)n
analyzer

Bypass stream, exhaust stream

Oy

of sample transport and exhaust stream-disposal

ample conditioning

properties of the sample stream to ‘suit the process analyzer without chg
osition unless this is done in a predictable way.

ample conditioning the sampte’stream is treated in a predictable way whereby obstructive an
bmponents are removed or, coriverted as far as necessary.

b requirements the sample' conditioning has to meet depend on the physical and chemical prdg
burce fluid as well as_oh the admissible inlet conditions of the process analyzer.

Conditioned-sample fluid

ble fluid suitably conditioned for the analysis.

xhaust stream disposal

1EC 216192

ion of those parts of a sample handling'system which change the physical and/or

nging

d inter-

perties

The function of those parts of a sample handling system which connect the outlet of the
process analyzer or another point in the sample handling system with a disposal point.

NOTES

1 This function should be so realized that the requirements for the analyzer outlet or for other points in
the sampte handling system are met as well as those for the disposal point.

2 The instrumentation for exhaust stream disposal depends very much on the physical state (liquid or
gaseous) of the exhaust stream. One sample handling system may give rise to exhaust streams of different
physical states.
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6.1 Point d’évacuation

Point auquel les flux de rejet quittent le systéme complet.

NOTE -

ou a l'entrée d'un systéme d'évacuation extérieur au systéme de manipulation d'échantitlon.

3.1.

6.2 Flux de rejet

1115 © CEl

Un point d’évacuation peut étre a I'air libre, a I'entrée d’une ligne ou d'un volume de processus,

Flux de fluide issu de la sortie de I'analyseur de processus ou d’un autre point du systéme
de manipulation d’échantillon et aboutissant & un point d’évacuation.

3.1.

7 Fourniture des utilités

Forjction des parties d'un systéeme de manipulation d'échantillon qui
I'analyseur de processus ou les composants du systéme de manipulation d*éc

util
d’'es

3.1

Flu

3.1

Fon
tiell
d'é

3.1

For
qua
vér

h

és (par exemple air comprimé, eau de refroidissement, vapeur de chauff
bsai pour étalonnage, énergie électrique).

7.1 Fluide d’étalonnage (Fluide d’essai)

de dont les paramétres quantitatifs, ou les propriétés a mesurer, sont conny

8 Commutation du flux d’échantilion

ement, en mode manuel ou automatique)’I'analyseur de processus a
Chantillonnage différents.

NOTE - Les dispositifs électroniques ouj-pneumatiques qui commandent les vannes
ommuter le flux d’échantillon sont considérés comme faisant partie de I'ensemble de comm
i'échantillon s'ils constituent une partje, fonctionnelle du systéme de manipulation d’échantilig

9 Surveillance et régulation des qualités de fonctionnement

ction des partiess-d’'un systéeme de commutation d’échantillon par les
lités de fonctionnement du systeme ou de l'analyseur de processus p
fiées, maintenues ou restaurées, soit automatiquement, soit manuellement.

NOTES

Les composants du systéme de manipulation d'échantillon, et de la méme fagon ceux ¢

fournissent

hantillon en
age, fluides

S.

ction des parties du systéme de manipulation d’échantillon qui connect¢nt séquen-

des points

utilisées pour
utation du flux
n.

quelles les
euvent étre

es analyseurs

beuvént inclure des éléments qui servent a la surveillance et a la régulation des qualités de fon

ttionnement.

2

Les équipements qui sont utiles & la maintenabilité du systéme de manipulation d’éch

antillon ou de

Fanalyseur (par exemple les vannes des purges des condensats ou les dispositifs de réétalonnage) sont
considérés comme faisant partie de I'’ensemble de surveillance et de régulation des qualités de fonction-
nement (voir exemple dans la figure A.2 de 'annexe A).

3

Les équipements dans lesquels des signaux provenant d’instruments de mesure ou de ¢

apteurs, ou de

quelque composant du systéme de manipulation d'échantillon que ce soit, sont traités a des fins de mainte-
nance ou de fiabilité, et qui font partie intégrante du systéme de manipulation d'échantillon, sont considérés
comme faisant partie du systéme de surveillance et de régulation des qualités de fonctionnement.
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Disposal point

The point at which exhaust streams leave the complete system.

NOTE - A disposal point can be in the open air, the inlet to a process line or volume, or the inlet to a

disposal

3.1.6.2

| system external to the sample handling system.

Exhaust stream

A fluid stream from the process analyzer outlet or from another point in the sample

handling

system to a disposal point.

3.1.7 Supply of utilities

The fungtion of those parts of a sample handling system which supply the pnjocess

analyzer
water for

3.1.7.1

A fluid wi

3.18 S

The func

process dnalyzer automatically or manually to different sampling points.

NOTE
sidered

319 P

The function of those partsiof a sample handling system by which the performance

system o
matically

NOTES

1 Sample handling system components as well as analyzers may include elements which se

perform

or components of the sample handling system with utilities (e.g. pressuriz
cooling, steam for heating, test fluids for calibration, electric power).

Calibration fluid (Test fluid)

h known quantities or properties to be measured.

ample stream switching

ion of those parts of a sample handling system which sequentially conne

The electronics or pneumatics which coatrol valves used for sample stream switching a
part of the sample stream switching if they are a functional part of the sample handling systg

prformance monitoring and control

F the process anatyzer can be checked, maintained or re-established either
or manually.

d air,

ct the

fe con-
m.

of the
auto-

rve the

lancé monitoring and control

2 Equipment which serves the maintainability of the sample handling system or of the analyzer (e.g.
valves for draining off condensate or facilities for re-calibration) are considered part of the performance

monitor|

ing and control (see example in Figure A.2 of annex A).

3 Equipment in which signals from measuring instruments or sensors or any sample handling system
components are processed for maintenance or reliability reasons and which are an integral part of the

sample

handling system are considered part of the performance monitoring and control.
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3.1.10 Composant du systéme de manipulation d’échantillon

Tout dispositif utilisé pour remplir les fonctions d'un systéme de manipulation
d’échantilion.

3.1.10.1 Filtre

Composant qui retire les particules solides et/ou les gouttelettes liquides d’'un flux de fluide.
NOTE - La filtration peut se faire mécaniquement, par coalescence ou par précipitation électrostatique.

3.1.10.2 Séparateur

Dispusitifdanstequetunme phaseestséparéeduneautre——————————————————

3.1110.3 Absorbeur

Dispositif qui sépare des composants d'un flux de fluide par sorption,” échange d’ions ou
réagctions chimiques.

3.1110.4 Convertisseur

Dispositif dans lequel la constitution chimique d’'un ou dé plusieurs composants d'un flux
est|modifiée.

NOTE - Un convertisseur peut convertir un composant, générateur d’obstruction ou d'intefférence en un
composant neutre ou un composant a mesurer en urikcomposant mesurable.

3.1.10.5 Laveur

Dispositif dans lequel un flux gazeux passe a travers un liquide pour le déharrasser de
soljdes, gouttelettes ou composants gazeux.

3.1.10.6  Réfrigérant (Réchauffeur)

Dispositif dans lequel tn 6u plusieurs flux d’échantillons sont refroidis (réchauffés).

3.110.7 Pompe

Digpositif de.transfert actif de fluides.

3.1(10,8J Echangeur de phase

Dispositif dans lequel un composant ou un groupe de composanis a mesurer présents
dans un fluide d'un état physique donné sont transférés, au moins partiellement, dans un
fluide d’état physique différent.

NOTE - Un dispositif destiné a transférer un composant, ou groupe de composants, depuis un liquide
dans un flux gazeux est fréquemment appelé purgeur.

3.1.10.9 Evaporateur

Dispositif assurant la conversion totale d'un liquide en gaz.
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3.1.10 Sample handling system component

Any device which is used for performing the functions of a sample handling system.

3.1.10.1

A device

NOTE

3.1.10.2

A device

3.1.10.3

A device
chemical

3.1.10.4

A device
changed,

NOTE
compor

3.1.10.5

A device
droplets

3.1.10.6

A device

3.1.10.7

A device

3.1.10.8

Filter
which removes solid particles and/or liquid droplets from a fluid stream.

- Filtering may be done mechanically, by coalescing or with electric precipitators.

Separator

- Jortcmn o o - doel £ PN
HTWIHILIT UTIT Phidot 1o oTppalatvU v arntuliies.

Absorber

which separates components from a fluid stream by sorption, ion” exchar
reaction.

Converter

in which the chemical constitution of one or more(components in a stre

A converter may convert an obstructive or interfering ‘component into an irrelevant or
ent to be measured into a measurable one.

Scrubber

pr gaseous components.

Cooler (Heater)

in which one or mofe sample streams are cooled (heated).

Pump

for actively transferring fluids.

Phase exchanger

A device

in which a component or group of components t0 be measured and presel

ge or

am is

e or a

in which a gaseous stream is passed through a liquid for washing out solids or

tina

fluid of one physical state is at least partly transferred into a fluid of a different physical

state.

NOTE -

frequently called a stripper.

3.1.10.9

A device

Vaporizer

for totally converting a liquid into a gas.

A device for transferring a component or group of components from a liquid into a gas stream is
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Dispositif & introduire dans un flux de processus ou dans un volume afin d’en extraire un
flux d’échantillon.

NOTE - Une sonde d'échantillonnage peut inclure des éléments destinés a conditionner I'échantillon (par
exemple un filtre).

3.1

.11 Qualité de fonctionnement

Degré d’'accomplissement des fonctions projetées d'un systéme de manipulation
d’échantillon, ou des composants d’un systéme de manipulation d’échantillon.

3.1

L'u
sar
des
cor

3.1

Tolite grandeur généralement externe a un systéme de manipulation d’échanti

cof]
fon
sio

3.1
Lé

lors
fon

qu’

3.2

3.2

La

R Caracteristique de qualité de ronctionmernent

ne des qualités assignées a un systéme de manipulation d’échantilionioou 2
t d'un systéme de manipulation d'échantillon, afin de définir: par d
tolérances, des gammes, etc. les qualités de fonctionnement diun systé
pposant.

12 Grandeur d’influence

nposant d’un systéme de manipulation d’échantition, qui peut affecter les
ctionnement du systéme ou d’'un composant. {Exémples: température amb
N ambiante, atmosphere corrosive.)

.13 Etendue spécifiée, valeur spécifiee

qu'un systéme de manipulation d’échantillon, ou un composant de
ctionne dans les limites de*caractéristiques de qualités de fonctionne
Enoncées par le constructeur.

Termes liés aux conditions de fonctionnement, de transport et de stockag
1 Conditions'de fonctionnement spécifiées
totalité des;

étendues effectives et valeurs des caractéristiques de qualité de fonctio
étendues d'utilisation spécifiées;

un compo-
es valeurs,
me ou d’'un

flon ou a un

qualités de
iante, pres-

endue (la valeur) spécifiée d'ung, quantité a mesurer, observer, fournir ou regler

ce systéme
ment, telles

e

hnement;

gtendues specifiées el valeurs des parametres du fluide source au
d'échantillonnage (voir 4.1.1);

d'évacuation (voir 4.1.2);

étendues spécifiées et valeurs pour les parameétres des utilités (voir 4.1.

(x) poini(s)

étendues spécifiées et valeurs des paramétres du flux de rejet au(x) point(s)

3),

dans les limites desquelles le systéme de manipulation d’échantillon est spécifié.

3.2.1.1

Etendue spécifiée d’utilisation (se reporter a 'annexe B)

Etendue des valeurs que peut prendre une grandeur d'influence dans laquelle le systéeme
de manipulation d’échantillon ou le composant de systéme fonctionne dans les limites de
caractéristiques de qualités de fonctionnement énoncées par le constructeur.
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3.1.10.10 Sampling probe

A device to be inserted into a process stream or volume for the purpose of extracting a
sample stream.

NOTE - A sampling probe may comprise parts for sample conditioning (e.g. a fiiter).

3.1.11 Performance

The degree to which the intended functions of a sample handling system or of a sample
handling system component are accomplished.

3.1.11.1 —Performrance characteristic

One of the quantities assigned to a sample handling system or a sample handling system
componept in order to define by values, tolerances, ranges, etc. the performance pf the
system of component.

3.1.12 |nfluence quantity

Any quartity, generally external to a sample handling system or.sample handling system
componept which may affect the performance of the systemi_or component. (Exarpples:
ambient femperature, ambient pressure, corrosive atmosphete.)

3.1.13 PBpecified range, specified value

The rangp (value) of a quantity to be measured, observed, supplied or set where a spmple
handling |system or system component wegrks within the limits of performance charac-
teristics as stated by the manufacturer.

3.2 Tenms related to conditions ¢f operation, transportation and storage
3.2.1 Specified operating-conditions

The wholE of

-

f
- specifiedranges of use;

- spgecified ranges and values for source fluid conditions at the sampling point(s)) (see
4.1.1),

- specified ranges and values for exhaust stream conditions at the disposal point(s)
(see 4.1.2) and

- specified ranges and values for utilities (see 4.1.3)

- effiective ranges and values of performance characteristics;

within which the sample handling system is specified.

3.2.1.1  Specified range of use (refer to annex B)

The range of values for an influence quantity within which the sample handling system or
system component works within the limits of performance characteristics as stated by the
manufacturer.
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3.2.2 Conditions de référence (se reporter a I'annexe B)
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Jeu de valeurs assorties de tolérances, ou étendues limites des grandeurs d’influence,
spécifiés a des fins d’essais comparatifs.

3.2.3 Conditions limites de fonctionnement (se reporter a 'annexe B)

Ensemble des étendues de valeur des grandeurs d’influence et caractéristiques de fonc-
tionnement (au-dela des étendues spécifiées d'utilisation et des étendues effectives, res-
pectivement) a l'intérieur desquelles I'appareil peut fonctionner sans dommage ou sans
dégradation de ses qualités de fonctionnement, lorsqu’il fonctionne par la suite dans les
conditions opératoires nominales.

3.2.L1 Conditions limites de stockage et de transport (se reporter I'annexe

Tou
etc.
nen
mer]

3.3

Des
com
tem
les

3.3.

Pou

3.3.

Inte
la ¢
I'an
déb

tes les conditions de température, humidité, pression atmosphérique;, vibrg
dans les limites desquelles un appareil peut étre stocké ou transporté ho
ent, sans qu’il en résulte un dommage ou une dégradation des qualités de

Termes liés & la spécification des qualités de fonctiorinement des systéme
manipulation d’échantillon, et des composants des systémes de manipula
d’échantillon

essais seront effectués avec le systeme de manipulation d’échantillon g
posants du systéme de manipulation d’échantillon en vue de I'exploitatior
bs de stabilisation préalable (si nécessaire) et aprés avoir procédé aux rég
nstructions du constructeur.

1 Constantes de temps (voir figure 2)

r les procédures d’essai, voir4.5.1.

1.1 Temps de retard(T,,)

rvalle de temps éntre I'instant ot se produit, & 'entrée, une variation d'un
oncentration_oude la propriété a mesurer, et l'instant ou la variation de

t d'échantillon étant maintenu a sa valeur spécifiée.

N
|
|
a

3.3.

leséentiel, du temps nécessaire au transport de I'échantillon, du point d’échantillonnage jusq
'Ena.l;&au.r_&ﬂgmps_d&ha.nspgﬂ peut étre déterminé avec un analyseur & faibles constar

OTE-,'Dans les systémes de manipulation d’échantillon le temps de retard dépend fréqu

t lorsqu’il est par la suite exploité dans les conditions d’utilisgtion spécifiéeg.

B)

ition, choc,
s fonction-
fonctionne-

s de
tion

u avec les
, aprés un
ages selon

échelon de
I'entrée de

alyseur franehit et reste au-dela de 10 % de cet échelon, en valeurs stapilisées, le

pmment, pour
'a I'entrée de

ssocié a un fluide d'essai approprié.

1.2 Temps de montée (de descente) (7, 7,)

tes de temps

intervalle de temps pendant lequel la concentration ou la propriété & mesurer varie de
10 % & 90 % (et reste au-deld) de sa différence stabilisée a I'entrée de I'analyseur aprés

un échelon (montée ou descente) dans la concentration ou la propriété a

a

Ientrée, le débit étant maintenu a sa valeur spécifiée.

3.3.

1.3 Temps de reponse a 90 % (7))

mesurer, a

Somme du temps de retard et du plus long des temps de montée ou de descente.
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3.2.2 Reference conditions (refer to annex B)

A set of values with tolerances or restricted ranges of influence quantities specified for
making comparison tests.

3.2.3 Limit conditions of operation (refer to annex B)

The whole of the ranges of values for influence quantities and performance characteristics
(beyond the specified ranges of use and effective ranges respectively) within which the
apparatus can function without resulting in damage or degradation of performance when it
is afterwards operated under rated operating conditions.

3.2.4 Ljmit conditions of storage and transport (refer to annex B)

All the cdnditions of temperature, humidity, air pressure, vibration, shock, etc. within which
an apparatus may be stored or transported in an inoperative condition, without cqusing
damage or degradation of performance when the apparatus is afterwards operated [under
specified|operating conditions.

3.3 Tenms related to the specification of the performance of sample handling systens
and|sample handling system components

Tests shall be performed with the sample handling system or the sample handling system
‘componept ready for use, after start-up time (if necessary) and after performing gdjust-
ments acgording to the manufacturer’s instructions;

3.3.1 Tjme constants (see figure 2)

For test grocedures see 4.5.1.

3.3.1.1 | Delay time (T,,)

The timelinterval from the-instant a step change occurs in the concentration or property to
be measlired at the inlet, to the instant when the change in the analyzer inlet passgs and
remains jpeyond 10.%.of its steady-state difference, with the sample flow kept|at its
specified|value.

NOTE | In sample handling systems the delay time frequently depends on the time needed to transport
the sample’ from the sampling point to the analyzer inlet. This sample transport time can be determired with
an analyzer-Wwith small time constants together with suitable test fluid.

3.8.1.2 Rise (Fall) time (T, Tf)

The time interval within which the concentration or property to be measured passes from
10 % to (and remains beyond) 90 % of its steady-state difference at the analyzer inlet after
a step increase (decrease) in the concentration or property to be measured at the inlet,
with the sample flow kept at its specified value.

3.3.1.3 90 % time (T,,)

The sum of the delay time and the rise or fall time, whichever is larger.
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Figure 2 - Constantes de temps’et relations entre Tior T (Ty) €t Tgq

3.3l1.4 Temps de cycle

Pouir des systémes de manipulation d’échantillon équipés de dispositifs de gommutation
autpmatique de flux d’échantillon, le temps de cycle est le temps qui sépare gleux débuts
corsécutifs de la période d'échantillonnage sur un flux d’échantillon prélevé au mgme point.

NOTES
Le temps de cycle n'est pas nécessairement identique pour tous les points d'échantillonfjage.

P Si le temps qui sépare deux débuts consécutifs de la mesure sur un échantillon donné gst inférieur au
temps de.réponse & 90 % de la partie du systéme située entre la vanne de commutation et|l'analyseur de
brocessuis, on doit prendre des précautions spéciales dans linterprétation du signal[de sortie de

"analyseur.

Dans les systémes de manipulation d’échantillon a fonctionnement discontinu de
I’extraction, du transport, ou du conditionnement de I'échantillon, le temps de cycle est le
temps qui sépare deux débuts consécutifs de ces opérations.

3.3.1.5 Constantes de temps des systémes de manipulation d’échantillon
comportant une commutation automatique de flux d’échantilion (voir 4.5.2)

Dans les systémes de manipulation d’échantillon comportant une commutation auto-
matique de flux d’échantillon, les constantes de temps d’échantillonnage effectué sur un
flux d'échantillon dépendent:
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100 %
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100 %
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Figure 2 - Time constants and relation‘between 7,,, 7. (Tf) and Ty,

3.3.1.4 |[Cycle time

For sample handling systems equipped with devices for automatic sample stream spitch-
ing, the gycle time is the time between two consecutive starts of the sampling peripd on
the sample stream from the_same sampling point.

NOTES
1 Thq cycle time isqohnecessarily identical for all sampling points.

2 If the time betwéen two consecutive starts on any sample is less than the 90 % time of that part of the
system petween\switching valve and process analyzer, special precautions are necessary for the infterpre-
tation of the output signal of the analyzer.

For sample handling systems with discontinuously working sample extraction, sample
transport or sample conditioning, the cycle time is the time between two consecutive starts

of these operations.

3.3.1.5 Time constants of sample handling systems with automatic sample stream
switching (see 4.5.2)

For sample handling systems with automatic sample stream switching, the time constants
for sampling on one sample stream depend on:
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des constantes de temps du systéme entre le point d’échantillonnage et

commutation, et
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la vanne de

des constantes de temps du systéme entre la vanne de commutation et I'analyseur
de processus.

Ces constantes dépendent en outre de lintervalle de temps qui sépare I'apparition d'un
changement de la concentration au point d’échantillonnage, du début de la période
d’échantillonnage sur un flux d'échantillon provenant de ce point d’échantillonnage.

3.3.

1.6 Temps de mise en service

Intd
déb
fon

3.3

Qug
ma
ou

3.3

Tra
con
aut

3.3
Sig
ma

3.3
f

rvalle de temps qui sépare la commutation de la puissance et des autre
ut de fonctionnement, dans les limites énoncées de caractéristiques)\de

ctionnement du systéme de manipulation d'échantillon ou du composant du

2 Taux de fuite (voir 4.5.3)

hntité de fluide indésirable (par exemple d’air ambiant) qui‘entre ou sort du
pipulation d’échantillon ou du composant de systémey par unité de temps,

e composant fonctionnant dans les limites de pression spécifiées.

3 Besoins en maintenance (voir 4.5.4)

vail a prévoir pour conserver les conditions opératoires spécifiées d'un
ditionnement d’échantillon ou d'un composant de systéme. Ceci peut in
res, la procédure de réétalonnage. :

4 Signal d’état

hal binaire, disponible a. Pextérieur, qui décrit I'état d’'un composant de
nipulation d’échantiifon©ud’'un systéme de manipulation d’échantillon.

5 Caractéristiques spéciales de qualités de fonctionnement

NOTE - Lors du conditionnement de 'échantillon, la composition du fluide échantillon peu
ariations peuxent-affecter la mesure [1, 2, 4, 5§, 6]. Leur effet peut étre corrigé par le
ompensation‘au moyen d'une procédure d'étalonnage appropriée, mais des erreurs propres
e manipulation d'échantillon peuvent subsister. Dans ce qui suit, on traitera exclusiveme
bsolues:

5 utilités du
qualités de
systéme.

systéme de
le systéme

systéme de
clure, entre

systéme de

varier, et les
talcul, ou par
aux systémes
ht des erreurs

3.3

54" Effet de volume (Fffet d’enrichissement)

Effet de la concentration a mesurer qui résulte du retrait de composants du flux
d’échantillon, tel que la concentration des composants a mesurer soit augmentée dans le
fluide d’échantillon conditionné.

NOTES

1

vapeurs pour 'analyse par voie séche.

2

Un exemple typique d'accroissement de la concentration du composant & mesurer est le retrait de

L'effet de volume dépend de la concentration des composants & retirer, dans le fluide de source et

dans le fluide échantillon conditionné (si le retrait n'est pas complet). Si ces concentrations sont connues,

‘effet de volume peut étre calculé [6] par la formule:
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- the time constants of the system between sampling point and switching valve, and

- the time constants of the system between switching valve and process analyzer.

Additionally these constants depend on the time-lag between the occurrence of a concen-
tration change at the sampling point and the start of the sampling period on the sample
stream from that sampling point.

3.3.1.6  Start-up time

The time|interval between switching on the power and other utilities, and the beginrling of
the sample handling system or system component working within the stated limits of
performapce characteristics.

3.3.2 Lpak rate (see 4.5.3)

The amdunt of unwanted fluid which enters (e.g. ambient air) ‘of leaves the s

handling
its specif

3.3.3 Maintenance requirements (see 4.5.4)

system or system component per time unit with the system or component
ed range of operating pressure.

ample
within

The worK which foreseeably has to be done to maintain the specified operating conditions

of a sa
re-calibrg

3.3.4 Status signal

Externall
compone

3.3.5 Special performance characteristics

NOTE
atfect t

appropiiiate calibration procedures, but errors specific for sample handling systems can remain. Exc

absolut

mple handling system or system component. This may also includ
tion procedure.

y available binary signal which describes the status of a sample handling s
nt or of a sampling system:

In sample conditiofiing the composition of the sample fluid may change, and the chang
he measurement\(1, 2, 4, 5, 6]. Their effect may be corrected by calculation or by compensg

b errors are dealt with in the following.

3.3.5.1

Volume effect (Enrichment effect)

e the

ystem

s may
tion by
usively

The effect on the concentration to be measured which results from removing components
from the sample stream so that the concentration of the components to be measured is
increased in the conditioned sample fluid.

NOTES

1 A typical example for increasing the concentration of the component to be measured is the removal of
vapours for dry analysis.

2 The volume effect depends on the concentration of the components to be removed in the source fluid
and in the conditioned sample fluid (if the removal is not complete). if these concentrations are known the

volume

effect can be calculated [6] using the formula:
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3.3|5.2 Erreur de voiume (Erreur d’enrichissement)

Différence entre la concentration mesurée par l'analyseut de processus da
écHantillon conditionné (corrigée le cas échéant au moyen de la formule (1)), e
tration & mesurer au point d'échantillonnage, différence qui résulte du
composants qui ne sont pas a mesurer.

Effeét sur la concentration ou la.propriété & mesurer, résultant de l'injection ¢
échantillon d'un flux de dilutionlconstitué de composants inertes.
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ou
Cm est la concentration du composant & mesurer, dans le fluide source,

C'm est la concentration & mesurer dans le fluide échantillon conditionné (mesurée par
processus),

Cr est la concentration des composants a retirer du flux source, et

C'r est la concentration de ces composants restant dans le fluide échantillon conditionné,

| o o fracti

(1)

I'analyseur de

Bi nécessaire, les corrections d'effet de volume peuvent étre basées sur des estimation
frations moyennes de Clr et C'r

NOTE - Si la concentration & mesurer dans le fluide’échantillon conditionné est corrigée
aleurs moyennes des concentrations Cr et C’r I'erréur résiduelle de volume dépend des va
oncentrations.

5.3 Effet de dilution

NOTE - L'effet de dilution surune valeur de concentration peut étre calculé par la formule:

bUl

L‘m est’la concentration & mesurer avant injection,

des concen-

ns le fluide
t la concen-
retrait de

hu moyen des
iations de ces

Hans le flux

(2)

C m oSt CONCemMraton & MesurTer apres tinjection,

Q, est le débit de flux échantillon avant injection, et

Qi est le débit de flux de dilution injecté,

les concentrations étant exprimées en fractions de volume.

L'effet de dilution peut étre compensé en étalonnant le systéme de manipulation d’

échantillon et

I'analyseur de processus avec des fluides d'essai qui sont introduits en amont de l'injection, a la place du

flux d'échantillon et avec le méme débit.
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c =|——|xcC (1)

where
Cm is the concentration of the component to be measured in the source fluid,

C'm is the concentration to be measured in the conditioned sample fluid (measured by the process
analyzer),

Cr is the concentration of the components to be removed in the source fluid, and

C'r is the concentration of these components remaining in the conditioned sample fiuid,

wherebytheconcentratiomsaregivemras-votumefractions:

If necespary the correction for the volume effect can be based on estimates for the mean concentratjons of

b~ 7
Cr and C r

3.3.5.2 [Volume error (Enrichment error)

The differlence between the concentration measured by the proces§-analyzer in the ¢ondi-
tioned sample fluid (possibly corrected by using formula (1)) and the concentration |to be
measured at the sampling point which results from removing components not o be
measured.

NOTE 4 If the concentration to be measured in the conditioned sample fluid is corrected by means of
mean cgncentrations of Cr and C’rthe remaining volume error depends on their variation.

3.3.5.3 |Dilution effect

The effect on the concentration or property to be measured which results from injecting a
dilution sfream consisting of inert components into the sample stream.

NOTE { The dilution effect for concentrations can be calculated using the formula:

x C @)

where

Cn is tl'le concentration to be measured before injection,

C'm is the concentration to be measured after injection,

Qs is the sample stream flow before injection, and

Qi is the flow of the injected dilution stream,

whereby the concentrations are given as volume fractions.

The dilution effect can be compensated by calibrating the sample handling system and the process
analyzer with test fluids which are introduced upstream of the injection instead of the sample stream and
with the same flow.
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.5.4 Erreur de dilution

Différence entre la concentration ou la propriété a mesurer (corrigée par calcul selon la
formule (2), ou par compensation) par I'analyseur de processus dans le fluide échantillon
conditionné, et la concentration ou propriété & mesurer au point d’échantillonnage, qui

rés

ulte de variations du débit d’échantillon ou du débit de dilution.

NOTE - Siles étendues spécifiées de débit de I'échantillon et du flux de dilution sont connues, l'erreur de

dilution peut étre calculée a partir de la formule (2).

3.3

.5.5 Erreur de composition

Différence entre la concentration 4 mesurer, dans le fluide échantillon conditionné d'une
part, et au point d’échantilionnage d’autre part, qui résulte de phénomeénes) de sorption,

de
au

3.3
Qu

concentration maximale théorique de ce composant.

3.3

Quantité de composants a convertir qu’un convertisseur est capable de conve

¢e composant n'est pas présenf a I'entrée du convertisseur,

dissolution ou de perméabilité, ou de réactions intéressant les composants| a mesurer,
sein du flux d'échantillon.

NOTE - L'erreur de composition est a déterminer avec le systéme de conditionnement diéchantillon et

I
lfanalyseur de processus travaillant dans leurs étendues de fonctionnement, spécifiées. L{analyseur est
4

talonné, puis on introduit au point d’échantillonnage un fluide d’essai similaire au fluide soufce, mais dans

leque! {a concentration du composant & mesurer est située dans une gamme typique, et est cpnnue.
{'erreur de composition est la différence entre la concentration connue et celle\que trouve I'analyseur d¢ processus.

5.6 Rendement du convertisseur (voir 4.5:5)

ptient de la concentration du composant particulier produit par le convertisseur et de la

NOTE - Le rendement du convertisseur est caractérisé par le facteur de conversion, dans I'¢quation

c* =oa-k-C (3)
VI
:‘m est la concentration du compésant produit par conversion a la sortie du convertisseur, gans le cas ou
')m est la concentration du composant & convertir, a I'entrée du convertisseur,
b est le facteur de conversion («x = 1 si la conversion est compléte) et

est le rapport stoechiométrique résultant de la réaction de conversion,

lans lesquels‘tes concentrations sont exprimées en fractions de volume.

5.7~ Capacité du convertisseur (voir 4.5.5)

r.

Dimension usuelle: concentration - temps.

3.3

.5.8 Erreur de conversion

Différence entre la concentration corrigée (par le calcul a 'aide de la formule (3), ou par
compensation) du composant produit a la sortie du convertisseur, et la concentration du
composant a convertir & I'entrée du convertisseur, dans le cas ol le composant & produire
par conversion n’est pas présent a I'entrée du convertisseur.
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3.3.54

Dilution error

The difference between the corrected (by calculation using formula (2) or compensation)
concentration or property to be measured by the process analyzer in the conditioned
sample fluid and the concentration or property to be measured at the sampling point,

which res

ults from flow variations in the sample or dilution flow.

NOTE - If the specified ranges of flow of the sample and dilution stream are known the error by dilution
can be calculated using formula (2).

3.355

The difterence

and at th
reactions

NOTE -
analyze
a test fl

to be mleasured is in a typical range and known. The composition error is-the difference betw

concent

3.3.5.6

The ratio
to the the

NOTE A

where

.
les

nent is ot present at the converter inlet,

C__is tHe concentration of thescomponent to be converted at the inlet of the converter,

m
o is the

k is the

whereby the concentrations are given as volume fractions.

3.35.7

Composition error

e sampling point, which arises from sorption, or dissolution, or permeatid
of the components to be measured within the sample stream.

The composition error should be determined when the sample handling system and the p
working in their specified ranges of use. The analyzer is calibrated, and thien at the samplin

ation known and that found by the process analyzer.

Converter efficiency (see 4.5.5)

of the actual concentration of the particular-molecule produced by the con
pretical maximum concentration of that molecule.

The converter efficiency is characterized by\the conversion factor in the equation:

he concentration of the component produced by conversion at the converter outlet, if this

conversion factor (o ="1, if the conversion is complete), and

lstoichiometriceatio resulting from the conversion reaction,

Converter capacity (see 4.5.5)

fluid
n, or

rocess
g point

hid is introduced that is similar to the source fluid but in which the congentration of the corr.lﬁonent

n the

verter

3)

tompo-

The amount of components to be converted which a converter is able to convert.

Usual dimension: concentration - time.

3.3.5.8

Conversion error

The difference between the corrected (by calculation using formula (3) or compensation)
concentration of the produced component at the converter outlet and the concentration of
the component to be converted at the converter inlet, if the component to be produced by
conversion is not present at the converter inlet.
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Quotient de la concentration du composant & mesurer dans le fluide d’entrée de I'échangeur

de

3.3

phase et de la concentration de ce méme composant dans le fluide de sortie.

NOTES

1 Le rendement de I'échangeur de phase est caractérisé par le facteur de transition dans I

ou

C’m est laconcentration du composant & mesurer, dans le fluide dans lequel ce composant e

équation:

(4)

st transféré,

3m est la concentration du composant 2 mesurer, dans ie fluide a partir duquel ce compd
ransféré et

B est le facteur de transition,

Bans lesquels les concentrations sont exprimées en fractions de volume.

P Le facteur de transition B dépend de la solubilité du composant & transférerdans le fluig
fa température, des débits et de la construction de I'échangeur de débit.

5.10 Erreur d’échangeur de phase

Différence entre la concentration corrigée (par calcul‘au moyen de la formule

con
dari

4

Da

le g
la g
le g
qud
(4.9
(4.3
ner

npensation) & la sortie du flux d’échantilion et la/concentration du composar
s le fluide, & I'entrée flux d’échantillon de I'échangeur de phase.

Présentation des caractéristiques

Ns ce qui suit, on donne une liste de caractéristiques qui peuvent étre impo
onstructeur de systémes detmanipulation d’échantillon ou leur utilisateur.
tructure des systémes de manipulation d’échantillon (voir la figure A.1 de
onstructeur des systémes de manipulation d’échantillon a besoin que des
s soient définies parl'utilisateur (4.1), par le constructeur de I'analyseur d

), et par le constructeur de composants de systéme de manipulation g

nent du systéme de manipulation d’échantillon, qui sont a fournir par le con

systéme (4(4):

Le

sui

choix“des caractéristiques nécessaires dépend du cas particulier, de sorte

A

sant doit étre

e primaire, de

(4), ou par
t & mesurer

tantes pour
n raison de
‘annexe A),
caractéristi-
P processus
'échantillon

). L'utilisateur—aura besoin de caractéristiques spécifiant les qualités de fonction-

structeur du

que ce qui

t choisir les

caractéristiques utiles. Les caractéristiques, souvent d'un intérét primordial et nécessaires
dans la plupart des cas, sont marquées d’un astérisque (*).

Si cela s'avére plus commode, on peut indiquer au lieu de gammes, des valeurs
minimales, normales et maximales. On peut aussi, par 1a méme, prendre en compte des
situations anormales.

NOTE - Les étendues d'utilisation spécifiées, les conditions de référence et les conditions limites
d’exploitation, de stockage et de transport doivent étre indiquées pour toutes les grandeurs d'influence et
ne doivent étre choisies que parmi I'un des groupes listés en annexe B.

Toute exception aux valeurs qui y sont données doit étre explicitement et clairement énoncée par le
constructeur, avec l'indication qu'il s'agit d'exceptions.
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3.3.5.9 Phase exchanger efficiency (see 4.5.6)

The ratio of the concentration of the component to be measured in the inlet fluid to the
phase exchanger to the concentration of the same component in the outlet fluid.

NOTES

1 The phase exchanger efficiency is characterized by the transition factor in the equation:
c' =p-C 4)

where
c m is the concentration of the component to be measured in the fluid into which this component is transferred,

Cm is tHe concentration to be measured In the fluid irom wWhIC IS component Is 10 —gnd

B is theltransition factor,
whereby the concentrations are given as volume fractions.

2  Thd transition factor B depends on the solubility of the component to be transfergediin the primafy fluid,
on the temperature, on the flow rates and on the construction of the flow exchanger:

3.3.5.10 | Phase exchanger error

The diffefence between the corrected (by calculation using<formula (4) or compensfation)
concentrdtion in the sample stream outlet and the conééntration of the component|to be
measured in the fluid at the sample stream inlet of the;phase exchanger.

4 Procedures for statements

In the following a list of statements is'given which may be important for the manutagturer
of sample handling systems or for their user. Due to the structure of sample handling
systems {see figure A.1 of annex A} the manufacturer of sample handling systems peeds
statements to be provided by the“user (4.1), by the manufacturer of the process analyzer
(4.2), and by the manufacturer of sample handling system components (4.3). The uspr will
need stajements specifying/the performance of the sample handling system which are to
be provided by the manufacturer of the system (4.4).

The choige/of-statements necessary depends on the specific case. The following
used as =li i

which are usually of primary interest, and necessary in most cases, are marked by an
asterisk (*).

If more practical, minimum, normal and maximum values may be stated instead of ranges.
Abnormal situations shall also be taken into account.

NOTE - The specified ranges of use, the reference conditions and the limit conditions of operation,
storage and transport for all influence quantities, shall be stated and selected only from one of the groups
listed in annex B.

Any exceptions to the values given there shall be explicitly and clearly stated by the manufacturer with an
indication that they are exceptions.
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Caractéristiques concernant les prescriptions applicables & un systeme de

conditionnement d’échantillon (utilisateur)

Caractéristiques concernant les conditions du fluide source au point
d’échantillonnage (utilisateur)

Les informations suivantes sont & fournir par l'utilisateur, dans la mesure du possible et
pour chaque point d’échantillonnage:

*

*

*

étendue de température;
étendue de pression;
état(s) physique(s):

4.1|2

étendues de concentration de tous les composants,;
spécification de la ligne de processus au point d’échantillonnage;

concentration et spectre granulométrique des particules et/ou des gouttelettes;

densité et viscosité d'un fluide source liquide, et si nécessaire d’

gazeuse a une ou plusieurs températures;

valeur du pH d’un fluide source liquide;

étendues de vitesse, débit et direction d’un flux de fluide source;
point de rosée, point de bulle, point d’éclair et/ou point de fusion;
température de saturation des solutés présénts a forte concentration;

line source

propriétés critiques du fluide source tellesrque le pouvoir de corrosion, I«ts réactions

He polymérisation possibles, les réactions chimiques se traduisant pa
jement de composition, etc.

un chan-

Informations concernant les ¢onditions au point de rejet (utilisateur et constructeur

du systéme de manipulation d’échantillon)

Leg caractéristiques qui suivent doivent faire I'objet d'un accord entre I'utili
cor}structeur pour chaque point de rejet:

3

413/

étendue de pression (contre-pression);

étendue de(température;

concentration maximale admissible de composants dangereux;
débit._maximal du flux de rejet.

Informations concernant I'emplacement (utilisateur)

sateur et le

Les caractéristiques qui suivent sont a fournir par l'utilisateur, afin de spécifier les condi-
tions d’environnement dans lesquelles le systéme de manipulation d’échantillon devra
travailler. Si nécessaire, des caractéristiques spéciales sont a fournir pour les différentes
zones dans lesquelles les parties du systéme de manipulation d’échantilion seront situées:

*

*

*

*

étendue de température ambiante;

utilités disponibles (spécifications de puissance électrique; pression, température et
qualité des fluides auxiliaires);

distance entre le point d’échantillonnage et I'analyseur;
distance entre I'analyseur et les points d’évacuation;
étendue de pression ambiante;
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4.1 Statements concerning the requirements for a sample handling system (user)

4.1.1 Statements concerning the source fluid conditions at the sampling point (user)

The following statements shall be provided by the user as far as possible and for each
sampling point:

*

*

*

ra

range of temperature;
range of pressure;
physical state(s);

iges of concentration of all components;

- specification of the process line at the sampling point;

- CO

- de

one o

hcentration and size data of particulates and/or droplets;

more temperatures,;

- pH value of a liquid source fluid;

- ra

nges of velocity, flow and direction of the source fluid stream;

- dew-point, bubble-point, flash-point and/or melting-point;

- sajuration temperature for solutes present in high.concentration;

- critical properties of the source fluid such asorrosiveness, possible polymeri

reacti

bns, other chemical reactions leading to achange of composition, etc.

4.1.2 SQtatements concerning the conditions at the disposal points (user and

disposal

*

manufacturer of sample handling.system)

The following statements shall be_agreed upon between manufacturer and user fo
point:
nge of pressure (return pressure);

ra
- ra

nge of temperature;

- a<1missible maximum concentration of hazardous components;

- m

ximum flow of exhaust stream.

4.1.3 Statements concerning the location (user)

nsity and viscosity of a liquid source fluid and if needed of a gaseous source at

zation

each

The following statements shall be provided by the user in order to specify under what
environmental conditions the sample handling system has to work. If necessary special
statements shall be given for the different areas in which the parts of the sample handling
system will be located:

* range of ambient temperature;

* available utilities (specification of power supplies; pressure, temperature and quality
of auxiliary fluids);

*

*

distance between sampling point and analyzer;
distance between analyzer and disposal points.

- range of ambient pressure;
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- différence de hauteur entre le point d’échantillonnage et I'analyseur (pour les flux
d'échantillon liquide);

*

classification de zone;

- pouvoir de corrosion de I'atmosphére.

4.2 Caractéristiques concernant les prescriptions pour un systéme de manipulation
d'échantillon (constructeur de I'analyseur de processus)

Les informations suivantes sont a fournir par le constructeur de I'analyseur de processus
afin de spécifier les conditions que doit remplir le systétme de manipulation d'échantillon
vis-a-vis de l'analyseur.

4.2|1 Entrée dans I'analyseur de processus du flux d’échantillon

-

étendue de température du flux d’échantilion;

-

étendue de débit du flux d’échantillon;

erreur d'interférence due aux composants générateurs(d'interférences, qui sont
présents dans le fluide source;

»

concentration maximale admissible de composants” générateurs d’¢bstructions
présents dans le fluide source;
1 point de rosée admissible;
étendue de pression;

étendue admissible de densité;

étendue admissible de viscosité.

4.2|12 Sortie de I'analyseur de processus du flux d’évacuation
‘étendue de pression;

1 étendue de débit;

étendue de température.

4.2|3 Entrée«dans I'analyseur de processus destinée aux utilités
étendue de pression des fluides auxiliaires;

étendue de débit des fluides auxiliaires;

exigences concernant la qualité des fluides auxiliaires;

- étendue de température des fluides auxiliaires;

*

spécifications concernant I'alimentation en puissance et la consommation d’énergie
électrique.
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- height difference between sampling point and analyzer (for liquid sample streams);

*

area classification;
- corrosiveness of the atmosphere.

4.2 Statements concerning the requirements for a sample handling system
(manufacturer of process analyzer)

The following statements shall be provided by the manufacturer of the process analyzer in
order to specify the requirements a sample handling system has to meet for the analyzer.

4.2.1 Process analyzer inlet for the sample stream

*

rarjge of temperature of the sample stream,;

*

rarjge of flow of the sample stream;

*

interference error of interfering components present in the source,fluid;

* admissible maximum concentration of obstructive components present in the source
fluid;

* admissible dew-point;

- rarge of pressure;

- admissible range of density;
- admissible range of viscosity.

4.2.2 Process analyzer outlet of exhaust stream
* rarnge of pressure;
rarge of flow;

- range of temperature,

4.2.3 Pyocess analyzer inlet for utilities
range of pressure of auxiliary fluids;
* range of flow of auxiliary fluids;

* requirements concerning the quality of auxiliary fluids;

- range of temperature of auxiliary fluids;
specification of power supply and consumption of electric energy.
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4.3 Caractéristiques concernant les composants du systéme de manipulation
d’échantillon (constructeur de composants du systéme de manipulation
d’échantillon)

Les informations suivantes sont & fournir par le constructeur de composants de systemes
de manipulation d’échantillon afin de spécifier les propriétés des composants, de sorte
que I'on puisse juger s’ils sont utilisables. Ces informations sont nécessaires au construc-
teur de systémes de manipulation d’échantillon, alors qu’elles ne le sont pas a I'utilisateur
du systéme complet. Elles sont communiquées & l'utilisateur sur demande.

* liste de tous les matériaux venant au contact du filuide échantillon;

*

volume interne effectif;

etendue de pression du fiaide ecrantiion;,
étendue de température du fluide échantillon;
*| étendue de débit du fluide échantillon;

¥ perte de pression & un débit spécifié de fluide échantillon pour des caragtéristiques
e qualités de fonctionnement (voir 3.3 et 4.5 pour les caractéristiques de |qualités de
bnctionnement pouvant étre appropriées);

—

prescriptions pour les conditions d’environnement;
-| conditions limites d’exploitation;

-| conditions limites de stockage et de transport;

-| prescriptions pour les utilités;

-| spécification des signaux d’état, avec leur signification et leurs causes pgssibles;
-| instructions d’installation (par exémple des sondes d’échantillonnage).

4.4 Caractéristiques concernrant les systémes de manipulation d’échantillon
(constructeur de systemes de manipulation d’échantillon)

Les|caractéristiques suivantes sont a fournir par le constructeur de systéme de manipu-
latign d'échantillon/afin de spécifier les propriétés du systéme de manipulation
d'éghantilion:

étendues-de pression des fluides auxiliaires;
étendues de température des fluides auxiliaires;

1 <prescriptions de qualité pour les fluides auxiliaires;

consommation de Tigides duxiidires,

*

étendues de fourniture d’alimentation électrique;

*

consommation d’énergie électrique;

* conditions d’environnement pour le systéme de manipulation d’échantillon ou les
parties de ce systéme;

* caractéristiques de qualités de fonctionnement (voir 3.3 et 4.5 pour des caracté-
ristiques de qualités de fonctionnement pouvant étre appropriées);

*

signaux de sortie (par exemple dans les systemes de manipulation d’échantillon
comportant une commutation automatique de flux d’échantillon);

- conditions limites d’exploitation;
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4.3

Statements concerning sample handling system components (manufacturer of
sample handling system components)

The following statements shall be provided by the manufacturer of sample handling
system components in order to specify the properties of the components so that their
applicability can be judged. This information is necessary for the manufacturer of sample
handling systems whereas it is not necessary for the user of the complete system. It shall
be made available to the user on request.

*

*

*

*

*

*

*

charac

*

4.4

The follo
systems i

*

*

a list of all materials which come into contact with the sample fluid;

effective internal volume;

range of pressure of the samplé fioid;

range of temperature of the sample fluid;

range of sample fluid flow;

preissure drop at specified flow rate of sample fiuid;

pe

requirements for environmental conditions;

lim
lim

requirements for utilities;

Spé
ins

st}
sy

ran
ran

ormance characteristics (see 3.3 and 4.5 for possibly applicable performance

teristics);

t conditions of operation;
t conditions of storage and transport;

cification of status signals together with'their meaning and possible causes

ructions for installation (e.g. of sampling probes).

atements concerning sampie-handling systems (manufacturer of sample han
stems)

ving statements shall be provided by the manutacturer of sample har
h order to specify the properties of the sample handling system:

ges of pressure of auxiliary fluids;
ges, of temperature of auxiliary fluids;

queflity requirements for auxiliary fluids;

dling

dling

consumption of auxiliary fluids;

ranges of power supply;

consumption of electric energy;
environmental conditions for the sample handling system or parts of it;

performance characteristics (see 3.3 and 4.5 for possibly applicable performance
characteristics);

output signals (e.g. in sample handling systems with automatic sample stream
switching);

lim

it conditions of operation;
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- conditions limites de stockage et de transport;

- spécification des signaux d’état avec leur signification et leurs causes possibles;
- instructions d’installation;

- instructions de fonctionnement.

4.5 Caractéristiques des qualités de fonctionnement particuliéres

45.1 Vérification des constantes de temps d’'un systéme de mesure pour analyse de
processus (voir 3.3.1 et annexe C)

La vérification des constantes de temps du systéme complet de mesure pour analyse de
professus comprenant un systéme de manipulation déchantillon et un analyseur de
progessus doit étre effectuée. Une procédure est proposée en annexe C.

4.5|2 Constantes de temps de systéme de manipulation d’échantillon_équipég d'une
commutation automatique de flux d’échantillon (voir 3.3.1.5)

Le temps de réponse a 90 % des systémes de mesure équipés d’'une commutation auto-
matique de flux d’échantillon sont a indiquer pour le meilleufret pour le moins bpn des cas.

4.5[3 Taux de fuite (voir 3.3.2)
Le taux de fuite d'un systéme ou d'un composant doit étre déterminé.

NOTE - Aucune méthode générale n'est disponible compte tenu de la large gamme de produits &chantilionnés.

4.5|4 Prescriptiohs de maintenance (veoir 3.3.3)

Leq prescriptions de maintenance dépendent normalement, dans une large mesure, des
conditions dans lesquelles un systéme de manipulation d’échantillon, ou un composant de
systéme, doit fonctionner.

Le constructeur doit fournir & I'utilisateur I'information qui lui est nécessaire pour estimer
les [besoins en mainteRance. L'information doit inclure, mais n’est pas limitée a

une description du travail dont on prévoit qu'il devra étre effectué pour cpnserver en
"état les conditions de fonctionnement du systéme de manipulation d’échantillon ou
des composants du systéme;

la fréquence de répétition de tout ou partie de ce travail,

tes matériaux (piéces de rechange, réactifs, etc.) consommés pour ce travail,

- la liste des piéces de rechange recommandées.
4.5.5 Rendement et capacité des convertisseurs (voir 3.3.5.6 et 3.3.5.7)

Les étendues de rendement du convertisseur et de capacité du convertisseur doivent étre
indiquées par le constructeur pour les étendues spécifiées (par exemple débit, concen-
tration de composant a convertir, etc.) et, si nécessaire avec la concentration maximale de
composants a convertir.

NOTE - L'effet du rendement de conversion sur les mesures de 'analyseur de processus peut étre
compensé en étalonnant le systéme de manipulation d’échantilion et I'analyseur de processus avec des
fluides d’essai contenant le composant & convertir, qui sont introduits en amont du convertisseur, a la
place du flux d'échantillon.
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- limit conditions of storage and transport;
- specification of status signals together with their meaning and possible causes;
- instructions for installation;

- operating instructions.

4.5 Statements on special performance characteristics

4.51  Verification of time constants of a measuring system for process analysis
(see 3.3.1 and annex C)

Verification of the time constants of the complete measuring system for process analysis
comprising a samplie handing Systen and—a process anatyzer strattbecarriedout; One
suggested method is given in annex C.

4.5.2 Time constants of sample handling systems with automatic sample stream
switching (see 3.3.1.5)

The 90 % time of measuring systems with automatic sample stream-switching shpll be
stated forl the best and worst cases.

4.5.3 Leak rate (see 3.3.2)

The leak rate of a system or componeni shall be determined.

NOTE { Because of the wide range of materials which could\be sampled, no single method is available.

4.5.4 Maintenance requirements (see 3.3.3)

Maintenapce requirements normally depend to a large extent on the conditions pnder
which a sample handling system or system component has to work.

The manpfacturer shall supply the user with the information necessary to estimafe the
maintenapce requirements. The information should include, but is not limited to:

- a description of the work which foreseeably has to be carried out to maintajn the
operating conditions of the sample handling system or system components;

- thg frequency with which this work or parts of it have to be repeated;

- thg material (spare parts, reagents, étc.) which are consumed for this work;

- a list of recommended spare parts.
4.5.5 Efficiency and capacity of converters (see 3.3.5.6 and 3.3.5.7)

The ranges of converter efficiency and converter capacity shall be stated by the manufac-
turer for the specified ranges of use (e.g. flow, concentration of the component to be con-
verted, etc.) and if necessary, together with the maximum concentration of the component
to be converted.

NOTE - The effect of the conversion efficiency on the measurements of the process analyzer can be
compensated by calibrating the sample handling system and the process analyzer with test fluids containing
the component to be converted, which are introduced upstream of the converter instead of the sample stream.
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4.5.6 Rendement d’échange de phase (voir 3.3.5.9)

Si le rendement de I'échangeur de phase n’est pas compensé dans la procédure
d’étalonnage, il doit étre indiqué pour chaque composant a transférer, pour les fluides mis
en oeuvre, et pour I'étendue spécifiée d'utilisation (en particulier, débit et température).

NOTE - Leffet du rendement de I’échangeur de phase sur les résultats de mesure de I'analyseur de pro-
cessus peut étre compensé en étalonnant le systéme de manipulation d'échantillon et l'analyseur de
processus avec des fluides d'essai qui sont introduits en amont de ’échangeur de phase.
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4.5.6 Phase exchanger efficiency (see 3.3.5.9)

If the phase exchanger efficiency is not compensated in the calibration procedure, it
should be stated for each component to be transferred, for the fluids used and for the
specified range of use (especially flows and temperature).

NOTE - The effect of the phase exchanger efficiency on the measurement results of the process analyzer
can be compensated by calibrating the sample handling system and process analyzer with test fluids which
are introduced upstream of the phase exchanger.
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Objet, fonctions et propriétés des systemes

de manipulation d’échantillon

Un dispositif complet de mesure pour analyse de processus comprend au moins un
analyseur de processus et un systéme périphérique appelé systéme de manipulation

d’échantillon, dans lequel I'analyseur de processus est enclavé.

Sun i ;

fluigle échantillon & son entrée sont caractérisées par un ensemble de; g
d'éfendues [Z]. L'ensemble [Z;] caractérise ses prescriptions pour la sortie; et

[Z,] ses prescriptions pour I'entrée des fluides auxiliaires.

Point
d’évacuation

opriétés du
andeurs et
I'ensemble

Systéme de manipulation

Evacuation‘du flux de rejet

d’échantillon
Point($)
d'échdntil-
lonnage
Extraction,
transport,
{ Zs } conditionnement
de I'échantitlon
P [~ \ Commutation
‘\ —»i de flux
N d'échiantilion

Entrée

échantillon

Sortie { Z, }

Signal de
sortie

9, Analyseur
>
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de processus
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Fourniture des utilités

Traitement
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Surveillance et
régulation de
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Présentation
des données
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Figure A.1 - Diagramme schématique d’un systéme complet de mesure
pour I'analyse de processus, consistant en un analyseur
de processus et un systéme de manipulation d’échantillon [6]
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Annex A

(normative)

Purpose, functions and properties of

sample handling systems

A complete measuring device for process analysis consists of at least one process
analyzer and a peripheral system called the sample handling system in which the process
analyzer is embedded.

In figure
tluid at i

A1 -the raqniramanie of-the process annly7nr for the properties of the qqmple
——tefeguiremenis—o+t Prep

s inlet are characterized by a set of quantities and ranges [Z]. The set [Z,]

charactefizes its requirements for the outlet, and the set [Z ] those at the inlet fof aukiliary

fluids.

Sampling
point(s)

Disposat
point

Sample handling
system

12]

Exhaust stream disposal

A
Z1
Qutlet 0]
Sample Output
extraction Process signal
transport —
e analyzer
conditioning y
A
Inlet for
auxiliary { Za}
fluids

Sample stream
switching

Supply of utilities

Signal
processing

Performance
monitoring
and control

Data
prepentation

1K

1 =Af
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Figure A.1 - Schematic outline of a complete measuring system for process analysis
consisting of a process analyzer and a sample handling system [6]
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(Fonctions de base possibles:

prélévement d’échantitlon;
transport de I'échantillon;
conditionnement de I'échantillon;
commutation du flux d’échantillon;
fourniture des utilités:

évacuation du flux de rejet.

Fonctions supplémentaires:

Propriétés:

L’'a

spé

ma

SOT
son

au

Led

[

tinnnamant
o eTreTt

1115 © CEI

temps de réponse;

erreurs;

fiabilité;

colt d'investissement et de maintenance.)

nalyseur de processus doit étre connecté, end{conformité avec ses
cifiées, au point d’échantillonnage et a I'environnement, au moyen d’'un
hipulation d’échantillon. Les propriétés du fluide source aux points d’éch
t quantifiées par I'ensemble [Z]; les fluides auxiliaires et les alimentations
t fournis par le systéme en respectant les,propriétés [Z,], et les conditions
point d’évacuation sont décrites par I'ensemble [Z].

taches d'un systéme de manipulation d’échantillon peuvent étre les suivan

‘changer les propriétés\[Z] du flux d'échantillon au point d’échantill
agon a satisfaire les exigences [Z] de I’analyseur de processus, pour son €

changer les propriétés [Z,] des utilités fournies, de fagon a satisfaire le
Z,] de l'analyseur de processus et si nécessaire des composants du
manipulationtd’échantillon, et

connecter la sortie de I'analyseur de processus avec le point d’évacug
satisfaire les exigences respectives [Z] et [Z].

i

escriptions
ystéme de
antillonnage
électriques
éventuelles

es:

pnnage, de
ntrée;

exigences
ystéme de

5
L
B

tion afin de

Un systéme de manipulation d’échantillon peut réaliser les fonctions de base suivantes:

prélévement d'échantillon;
transport de I’échantillon;
conditionnement de I'échantillon;
évacuation du flux de rejet;
fourniture des utilités;
commutation du flux d’échantilion.
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(Possible basic functions:

- Ssa
- sa
- sa
- sa

mple extraction;

mple transport;

mple conditioning;
mple stream switching;

- supply of utilities;

- exhaust stream disposal.

Additional function:

- pe

Propertie

- regponse time;
- errprs;

- rel

- investment and maintenance expense.)

The proc

forTTance Monitoring and controt:

N

ability;

bss analyzer with its specified requirements has tode connected to the sampling

points and the environment by means of a sample handling system. The properties pf the
source flgid at the sampling points are quantified by the set [Z], auxiliary fluids and power

supplies

at the disposal point are described by the set [Z}.

The taskg of a sample handling system can be the following:

- to

requirgments [Z] of the process.analyzer for its inlet are met;

- to

are provided for the system with the propétties [Z,], and the possible conditions

change the properties [Z ] ot-the sample stream at the sampling point so thiat the

change the propedies [ZA] of the utilities provided so that the requirements |of the

procegs analyzer [Zg] and, if necessary, of sample handling system components are

met, and

- to

respegtive.requirements [Z,] and [Z,] are met.

connect-the process analyzer outlet with the point of disposal so that the

A sample handling system may perform the following basic functions:

- sa
- sa
- 8sa
- ex
- Ssu
- sa

mple extraction;

mple transport;

mple conditioning;
haust stream disposal;
pply of utilities;

mple stream switching.
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Pour obtenir une fiabilité suffisante, et pour maintenir ies dépenses de maintenance a un
niveau économiquement justifié, il est nécessaire, normalement, de remplir la fonction
supplémentaire:

- surveillance et régulation des qualités de fonctionnement.

Les possibilités de linstrumentation dans I'accomplissement de cette fonction sont
variées. Elles vont de I'équipement du systéme avec des simples instruments de mesure
(par exemple débitmétre, manomeétre) et des vannes permettant le ringage avec des
fluides d’essai, jusqu’a 'automatisation de la surveillance et de la régulation des qualités
de fonctionnement au moyen de capteurs d’état, et d’'une électronique complexe. Celle-ci
peut aussi étre en mesure d'effectuer un travail de maintenance de routine (par exemple
des étalonnages), de fagon automatique, et produire a I'extérieur des comptes rendus de
déflaut, afin d'améliorer Ia fiabilité.

Toutes les fonctions de base n'ont pas a étre remplies dans tous les ¢as: La «commuta-
tion de flux d’échantillon» est relativement peu nécessaire, et pour les"analyseurs en ligne
ou |in situ les fonctions «extraction d’échantillon», «transport d’échantillon» et «condition-
nement d’échantilion» n'ont pas a étre remplies, alors que, ta fonction| «fourniture
d'utilités» peut néanmoins étre nécessaire. Pour certains analyseurs portables et alimen-
tés| sur batterie (par exemple pour faire des mesures concérnant I’hygiéne sur|les lieux de
trayail), un systéme de manipulation d’échantillon n’est pas du tout nécessaire

Un| exemple simple de systéeme de mesure complet est indiqué sur la figure A.2. On
suppose que la pression au point d’échantillonnage est suffisamment élevée pour assurer
le transfert du flux d’échantillon a travers lehsystéeme de manipulation d’ég¢hantillon et
analyseur jusqu’au point d’évacuation & llair libre. Les fonctions «commutdtion de flux
d’échantillon» et «fourniture des utilités» ne sont pas assurées dans cet exemple.

Usine Cabine-d’analyseur Salle de

contrdle

||

N Analyseur de
F—l ’ V @ processus
Zé
Gaz de ? re
zéro
-C_"_‘)r Echelle
Gaz

d’'échelle

Flux de fluide source

CElI 219192

Figure A.2 - Exemple simple de systéme complet de mesure pour analyseur de processus
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To obtain a sufficient reliability and to keep the maintenance expense to an economically
justified level, it is normally necessary to realize the additional function:

- pe

rformance monitoring and control.

The possibilities of instrumentation for this function are manifold. They range from equip-
ping the system with simple measuring instruments (e.g. flowmeter, manometer) and
valves for rinsing with test fluids to the automation of the performance monitoring and
control by means of status sensors and complex electronics. These may also be able to
perform routine maintenance work (e.g. calibrations) automatically and to give externally

available

tailure reports for improving the reliability.

Not all oi

is comp
"sample
whereas

handling

A simple
that the

system is not necessary.

the basic functions have to be realized in all cases. "Sample stream Switd
ratively seldom necessary, and for in-line or in situ analyzers the” furn
pxtraction”, "sample transport” and "sample conditioning” need notrbe perfc
the function "supply of utilities” may nevertheless be needed. For'some pq
and battery driven analyzers (e.g. for workplace hygiene measurements) a s

example for a complete measuring system is_shown in figure A.2. It is as{
bressure at the sampling point is high enough for transferring the sample s
through fhe sample handling system and the analyZeoto the disposal point in the op

hing",
ctions
rmed,
rtable
ample

sumed
tream
en air.

The fungtions "sample stream switching” and "sapply of utilities" are not utilized |n this
example
Plant I Analyzer house Control
foom
| | |
{ Process
fl ' N V @ analyzer
-
' Zero -ﬁ:k Zoro
l ! gas
‘ | ~{_'—|_I- Span
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Figure A.2 - Simple example for a complete measuring system for process analysis
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Le tableau suivant prend en compte les composants du systéme de manipulation

dé

chantillon de 'exemple, avec leurs fonctions respectives.

Tableau A.1 - Fonctions des composants du systéme
de manipulation d’échantillon

Composants

Evacuation
du flux
de rejet

Fonctions Echantiilon

Extraction Transport Conditionnement

Surveillance et
régulation des
qualités de
fonctionnement

Sond
nage

Vann

Ligne
réchal

Filtre

Réfrig

Abso

Vann

d'étal

Vann

Débit

Ligne

e d'échantillon-

vec filtre en liane
~

]

d'échantillonnage
uffée

(coalescent)
érant
fbeur

bs pour gaz
bnnage

b pointeau
meétre

de rejet

L'a
fon

fon

C'd
phy

poi

pey
sy§

de

acq
I’éd
Sofl

hage) qui contribuent aussisd da fonction «surveillance et régulation de
ctionnement.

st le but d'un systéme de mesure que de fournir des informations sur le
siques ou chimiques'du fluide source. Le flux d’échantillon transporte I'inf
nt d’échantillopnage jusqu’a I'analyseur, qui la convertit en un signal.

téme de manipulation d’échantillon si les propriétés du flux d'échantillon so

uérie<[t, 2, 4, 5]. Si les fonctions «prélevement de I'échantillon», «t
hantitlon», et surtout «conditionnement de I'échantillon» sont assumées,

halyseur de processus comporte-des composants (indicateurs, potentiometr

vent apparaitre; non seulement dans I'analyseur de processus, mais ay

fagon incontrélée, de sorte que celui-ci perde une partie inconnue de I'ir

t possibles et daivent étre prises en compte, erreurs spécifiques aux s

es de rééta-
qualités de

5 propriétés
prmation du
Des erreurs
ssi dans le
Nt modifiées
formation &
ransport de
des erreurs
ystémes de

conditionnement d'échantillon (par exemple erreur de composition, erreur de volume,

err

eur de dilution, etc.).

En ce qui concerne les propriétés d'un systeme de mesure complet, des demandes impor-
tantes peuvent étre formulées, avec des points forts qui dépendent du cas particulier. Les
propriétés les plus importantes sont:

les constantes de temps;

les erreurs;

la fiabilité (disponibilité opérationnelle);
les dépenses d’investissement;

les dépenses de maintenance.
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The following table contains the sample handling system components of the example
together with their respective functions.

Tableau A.1 - Functions of sample handling system components

Functions Sample Exhaust Performance
stream monitoring

Components Extraction Transport Conditioning disposal and control

Sampling probe -

with in-line filter X X X

Valve X X

Heated samijle

line X

Filter (coaledcer) X X

Cooler X X

Absorber X X

Valves for

calibration gases X

Needle valve X X X

Flowmeter X X

Exhaust ling X

The procgss analyzer comprises components (indicators, potentiometers for re-calibfation)
which algo serve the function "performance monitoring and control”.

It is the purpose of a complete measuring system to provide information about chemical or
physical properties of the source fluid. The sample stream carries the information frgm the
sampling|point to the analyzer which transforms it into a signal. Errors may not only arise
within th¢ process analyze#'but also in the sample handling system, if the properties [of the
sample stream are changed in an uncontrolled way so that it loses an unknown part of
informatipn to be acquired [1, 2, 4, 5]. If the functions "sample extraction", "sample {trans-
port", ang above(all "sample conditioning" are performed, errors are possible and have to
be taken| into-account which are specific for sample handling systems (e.g. compgsition
error, volr.lme error, dilution error, etc.).

For the properties of a complete measuring system important demands can arise with
emphasis depending on the particular case. The most important properties are:

- time constants;

- errors;

- reliability (operational availability);
- investment expense;

- maintenance expense.
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Les autres propriétés importantes (par exemple caractéristiques de sécurité) ne sont pas
traitées dans cette norme. Les propriétés d’'un systéme complet dépendent de I'analyseur
de processus aussi bien que de la construction du systéme de manipulation d’échantillon.

Un systéme de manipulation d’échantillon doit étre construit de sorte que les demandes
concernant les propriétés soient satisfaites dans toute la mesure du possible. Pour
beaucoup de systémes de mesure pour analyse de processus, c’est le systéme de manipu-
lation d’échantillon, plutét que I'analyseur de processus, qui est le plus souvent source de
mauvaises qualités de fonctionnement, ou de pannes. Les objectifs de la maintenance
doivent étre que la précision et le disponibilité soient assurées de fagon continue et fiable.
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Other important properties (e.g. safety characteristics) are not dealt with in this standard.
The properties of a complete system depend on the process analyzer as well as on the
construction of the sample handling system.

A sample handling system has to be constructed so that the demands concerning its
properties are met as far as possible. With many measuring systems for process analysis
it is the sample handling system rather than the process analyzer that is more frequently
the source of poor performance or breakdown. The objectives of maintenance should be
that the accuracy and availability are continuously and reliably achieved.
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